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PREFACIO

El Sector de Normalizacién de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-T) es un 6rgano permanente de la Unién
Internacional de Telecomunicaciones. El UIT-T tiene a su cargo el estudio de las cuestiones técnicas, de explotacion y
de tarificacion y la formulacion de Recomendaciones al respecto con objeto de normalizar las telecomunicaciones sobre
una base mundial.

La Conferencia Mundial de Normalizacién de las Telecomunicaciones (CMNT), que se reldne cada cuatro afos,
establece los temas que habran de abordar las Comisiones de Estudio del UIT-T, que preparan luego Recomendacione
sobre esos temas.

La Recomendacion UIT-T J.64 (anteriormente, Recomendacion UIT-R CMTT.569) fue elaborada por la antigua
Comision de Estudio CMTT del UIT-R. Véase la Nota 1 que figura mas abajo.

NOTAS

1 Como consecuencia del proceso de reforma de la Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el CCITT
dej6 de existir el 28 de febrero de 1993. En su lugar se cred el 1 de marzo de 1993 el Sector de Normalizacion de las
Telecomunicaciones de la UIT (UIT-T). Igualmente en este proceso de reforma, la IFRB y el CCIR han sido sustituidos
por el Sector de Radiocomunicaciones UIT-R).

Conforme a la decisién conjunta de la Conferencia Mundial de Normalizacién de las Telecomunicaciones (Helsinki,
marzo de 1993) y de la Asamblea de Radiocomunicaciones (Ginebra, noviembre de 1993), la Comisiéon de Estudio
CMTT del UIT-R ha sido transferida al UIT-T como Comisién de Estudio 9, salvo para el area de estudio periodismo
electrénico por satélite (SNGatellite news gathering) que fue transferida a la Comision de Estudio 4 del UIT-R.

2 Por razones de concision, el término «Administracién» se utiliza en la presente Recomendacién para designar
a una administracion de telecomunicaciones y a una empresa de explotacion reconocida.

0 UIT 1990

Reservados todos los derechos. No podra reproducirse o utilizarse la presente Recomendacion ni parte de la misma de
cualquier forma ni por cualquier procedimiento, electrénico o mecénico, comprendidas la fotocopia y la grabacién en
micropelicula, sin autorizacién escrita de la UIT.



Recomendacion J.64

DEFINICIONES DE LOS PARAMETROS PARA LA MEDICION AUTOMATICA
SIMPLIFICADA DE SENALES DE PRUEBA DE INSERCION EN TELEVISION

(1978; revisada en 1982 y 1986)
El CCIR,
CONSIDERANDO

a) gue en la Recomendacién 567 es la referencia de base en la que se definen los parametros que deben medirse
los elementos de sefiales de prueba y métodos de medicion que deben utilizarse para determinar la calidad de
funcionamiento de un circuito para transmision de television;

b) gue en los Informes 628 y 411 se describen diversas técnicas para la medicidn y la comprobacion técnica

automaticas de la calidad de funcionamiento de las cadenas de televisién que utilizan sefiales de prueba de insercién;

c) que se efectian generalmente mediciones operacionales utilizando sefiales de prueba de insercion definidas er
la Recomendacién 473.

d) que en el Informe 314 se describe la asignacién de lineas en el intervalo de supresion de trama para fines
especiales;

€) gue, aungque existe equipo automatico de medicion que permite efectuar mediciones conformes a la

Recomendacién 567, existe también equipo de medicién automatico simplificado que requiere una modificacion de los
métodos de medicidn y de las definiciones;

f) gue esas mediciones automaticas simplificadas de sefiales de prueba de insercion se ajustan a las necesidade
del personal de explotacion y facilitan el analisis de los resultados de las mediciones,

RECOMIENDA, POR UNANIMIDAD:

Que, cuando se utilice equipo automatico simplificado para la medicidn de una sefal de prueba de insercién, y
cuando se desee la presentacion normalizada de los resultados, las definiciones utilizadas para cuantificar los parametro
de esa sefial sean las contenidas en el anexo I.

ANEXO |

1. Introduccion

La necesidad de las mediciones descritas en la presente Recomendacion (y posiblemente de otras mediciones)
dependera del tipo de instalacién empleado y de la politica que sigan las administraciones.

Las sefiales de prueba especificadas son las que figuran en la Recomendacién 473.

Las definiciones parten de la base de que la calidad de funcionamiento del equipo de medicién empleado es tal
gue ninguna componente armadnica de la sefial de entrada, por encima de la banda nominal de video, originara errores d
medicion superiores a la precision especificada de dicho equipo. Las definiciones estan también basadas en un
instrumental que suprimird substancialmente los efectos de todo ruido presente en la sefial de entrada como consecuenc
de la medicion de cualquier parametro de la sefial de prueba.

La magnitud de las distorsiones de las sefiales que han pasado por un circuito de transmisién no lineal tiende a
variar con la componente media de la imagen. Por tanto, tal vez convenga también medir automaticamente el valor de la
componente media de la imagen asociado a cualquier magnitud particular de distorsién o de error.

1 Antiguamente, Recomendacion UIT-R CMTT.569.
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2. Definiciones
21 Amplitud de la barra de luminancia

Diferencia entre el nivel que corresponde al punto medio de la barra (elemento B,) y €l nivel correspondiente a
un punto inmediatamente posterior a impulso compuesto (elemento F). En las figs. 1 y 2 estos puntos se designan by
y by, respectivamente. Se expresara como un porcentaje de la amplitud nominal de la barra (0,7 V para las sefiales de lo:
sistemas de 625 lineas, 0,714 V para las sefiales de los sistemas de 525 lineas).

2.2 Error en la amplitud de la barra de luminancia

Diferencia entre la amplitud real medida de la barra de luminancia y su valor nominal (0,7 V para las sefales
de los sistemas de 625 lineas, 0,714 V para las sefiales de los sistemas de 525 lineas), expresada en porcentaje del va
nominal.

2.3 Inclinacion de la barra

Se define la inclinacion de la barra de luminancia como la diferencia entre el nivel de la barra de luminancia en
un punto situado fis después del punto de semiamplitud de su frente anterior (puerolds figs. 1 y 2), y el nivel de
dicha barra en un punto situadpd antes del punto de semiamplitud de su frente posterior (puetolbs figs. 1y 2),
expresada en porcentaje de la amplitud de la barra. La diferencia es positiga sidyor que$

Nota. — El parametro «inclinacién de la barra» definido permite realizar, mediante dispositivos automaticos, una medicién
especifica de una forma particular de distorsiéon con duracion de una linea, a saber, la diferencia de nivel de la lzaga desline
puntos especificos de referencia. Esta medicion es diferente a las de la distorsion de una forma de onda con duragi@a de una |i

descrita en la Recomendacion 567 (punto C.3.5.1.3 y anexo lll a la parte C, punto 2.1) en las que se mide la diferendia maxima
nivel en cualquier punto situado entre puntos definidos de referencia.

24 Distorsion de la linea de base

La distorsién de la linea de base se define como la diferencia entre el nivel de la sefial en gl quatesk
situado después del punto de semiamplitud del frente posterior de la barra (eBhentma distancia de 400 ns en los
sistemas de 625 lineas y de 500 ns en los sistemas de 525 lineas (véanse las figs. 1 y 2), y un punto dejreferencia kb
situado antes del comienzo de la escalera de la linea 17 (véanse también las figs. 1y 2).

Esa diferencia se expresa como porcentaje de la amplitud de la barra de luminancia y debe medirse después de
limitar la anchura de banda de la sefial (véase la nota). La diferencia es positiva si el nivel de la sefial ery elspunto b
superior al nivel en el punto de referencja b

Nota. — La limitacion puede obtenerse utilizando una red cuyo disefio se basa en la «Soluciébn 3» descrita en
[Thomson, 1952] que tiene su primer cero en 3,3 MHz, o por una técnica equivalente.

25 Error en la relacion entre el impulso 2T y la barra

El error en la relacién entre el impuls® &n seno cuadrado y la barra se define como la diferencia entre las
amplitudes del impulsoT2(elementdB,) y la amplitud de la barra de luminancia (elemeBypexpresada en porcentaje
de la amplitud de la barra de luminancia. La amplitud de la cresta del imgulsst®referida a un punto de tefe
rencia i (véase la nota) (figs. 1 y 2) situado antes del primer peldafio de la escalera. La diferencia es positiva si la
amplitud del impulso 2 es superior a la amplitud de la barra.

Nota. — Para evitar los errores debidos a la inclinacion de la barra, puede resultar preferible emplear exclusivamente para la

medicidn del error en la relacion impuls® darra, un punto de referencia, definido de forma que esté en el nivel medio lineal de la
sefial de prueba de insercion en los intervalos de tiempo dqu& antes y de 1 ajs después del impulsd@2

2.6 Distorsion de la forma del impulso 2T
Esta definicion requiere ulteriores estudios.
2.7 Desigualdad de ganancia crominancia-luminancia

Diferencia entre la amplitud de cresta a cresta de la componente de crominancia de los €krGgnts vy
la amplitud de la barra de luminancia (eleméfpexpresada en porcentaje de la amplitud de la barra de luminancia. La
diferencia es positiva si la amplitud de la componente de crominancia es superior a la amplitud de la barra. Se observara
gue, en el caso de los sistemas de 525 lineas, la amplitud nominal del ef@éreente 80 unidades IRE, factor que debe
tomarse en consideracién al normalizar los resultados.

Si, por cualquier razén, no se dispone de los elementos deGeBiab G,, puede hacerse la medicién con la
componente de crominancia del elemédnto
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2.8 Desigualdad del retardo crominancia-luminancia

Diferencia de tiempo (expresada en nanosegundos) entre las componentes de luminanciay de crominancia del
impulso compuesto (elemento F). La diferencia es positiva si el eje de simetria de la componente de crominancia
demodulada muestra retardo respecto del eje de simetria de la componente de luminancia.

2.9 No linealidad de la luminancia

La no linealidad de la luminancia debe medirse en la escalera de la linea 17 (el2pparlos sistemas de
625 lineasD, para los de 525 lineas), y se define como la diferencia entre las amplitudes maxima y minima de los
escalones, expresada en porcentaje de la amplitud maxima. Como, en este caso, el signo carece de significacién, se torn
siempre como positivo.

2.10 Ganancia diferencial

Se determina evaluando la modulacion de amplitud de la subportadora de crominancia superpuesta a la
escalera del elemeniy.

En la Recomendacién 567 se define la ganancia diferencial en funcion de dos pardretsosque
representan las diferencias maximas (de cresta) de amplitud entre la subportadora en los peldafios de la sefial de pruek
recibida y la subportadora en el nivel de supresion, expresadas como porcentaje de esta Ultima. En el caso de une
caracteristica mond6tonap y seran igual a cero.

Las expresiones siguientes permiten obtener los valores yle

Amax

X = 100 | Zmax _ g Awin
Ao

Ao

-1

y=100‘

donde

A : amplitud de la subportadora recibida en el peldafio del nivel de supresion del eBmento

Amax: Vvalor maximo de la subportadora en cualquier peldafio,

Anmin: Vvalor minimo de la subportadora en cualquier peldafio.

Para mediciones automaticas se aceptan dos métodos alternativos para expresar los resultados, a saber:
a) Ganancia diferencial de cresta, que se definaypor-y, en funcién del parametro de mayor magnitud.

b) Ganancia diferencial cresta a cresta, que se define xomg

Nota. — Algunas administraciones prefieren medir la ganancia diferencial cresta a cresta utljzgpelolugar de Ag. La
férmula empleada es:

X +y = 100 ‘Amaj;; Anmin
ax

Los resultados obtenidos con este método diferiran solo ligeramente de los definidos anteriormente, si la magnitud de la
distorsion no es excesiva.

2.11 Fase diferencial

Se determina la fase diferencial calculando la modulacién de fase de la subportadora de crominancia
superpuesta a la escalera del elemBnt(fig. 5: 625 lineas; fig. 2: 525 lineas).

En la Recomendacion 567 se define la fase diferencial en funcién de dos parametsggjue representan
las diferencias maximas de fase entre la subportadora en los peldafios de la sefial de prueba recibida y la subportadora €
el nivel de supresién, expresadas como porcentaje de esta Ultima. En el caso de una caracteristicaxrogngéoaa,
igual a cero.

X ey pueden determinarse a partir de las expresiones siguientes:

X = | Ppax — Po Yy = | Pmin — Po
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donde
®d, : fase de la subportadora en el peldafio del nivel de supresion del el@pento
®max: valor maximo de la fase de la subportadora en cualquier peldafio,
®nin: valor minimo de la fase de la subportadora en cualquier peldafio.

Para mediciones automaticas se aceptan dos métodos alternativos para expresar los resultados, a saber:
a) Fase diferencial de cresta, que se define-por-y, en funcion del parametro de mayor magnitud.
b) Fase diferencial de cresta a cresta, que se definexcemp
2.12 Intermodulacién crominancia-luminancia

La intermodulacion crominancia-luminancia se mide en los elem&)t@ o Gy, después de suprimir la
subportadora de crominancia de llegada. Se define como la diferencia entre la amplitud de la luminancia en el elemento
G4, 0 en la ultima seccién del eleme@® G (bs en las figs. 3y 4), y la amplitud de la seccién siguienteridas figs.
3y 4), en la que la sefial de prueba carece de subportadora. Se expresa en porcentaje de la amplitud de la barra ¢
luminancia (element&,), y su signo es positivo si la amplitud de la luminancia del elemgrés buperior a la de la
luminancia del elemento siguiente, b

Nota. — Para medir este pardmetro, algunas administraciones utilizan el eléheentez deés, G1 0 Go. En tal caso, para
medir la amplitud de la componente de luminancia del impulso compuesto (eléfhestauprime previamente la subportadora de
crominancia de llegada. El resultado vendra dado por la diferencia entre la amplitud de la luminancia del impulso corapuesto vy |
semiamplitud de la barra de luminancia, expresada en porcentaje de la amplitud de la barra. La diferencia es positlitacida amp
la componente del impulso compuesto es superior a la semiamplitud de la barra de luminancia. En algunos casos, el dsultado pue
diferir del correspondiente al método preferido, pues el elemento deFsabags tan idoneo como el eleme@@ara medir esta
distorsion.

213 No linealidad de amplitud de crominancia; medicién en dos niveles
Este pardmetro se mide en el elemdato G,. Su valor, expresado en porcentaje, con un signo, se define
como:
Vi3 — 5 o .
u x 100para sefales de 625 lineas
3
Vi — & . ,
s = M) 100para sefiales de 625 lineas
3

donde V; y V3 son, respectivamente, las amplitudes cresta a cresta de las secciones primera y Ultima delGelemento
o Go.

2.14 No linealidad de fase de crominancia; medicion en dos niveles

Este parametro debe medirse en el eleméntoG,. Su valor, expresado en grados, con un signo, se define
por:

g — B

donde @3 y ®4 son, respectivamente, las fases de las secciones Ultima y primera del e@mensto

2.15 Relacién sefal/ruido aleatorio
215.1 Relacion sefial/ruido aleatorio no ponderado

Relacion, expresada en decibelios, entre la amplitud de la barra de luminancia (eBngnéeb

valor eficaz del ruido aleatorio medido en una linea especifica, o parte de esa linea (linea 22, o
facultativamente las lineas 22 y 335, en el caso de sefiales de sistemas de 625 lineas). Se supone que
la banda de paso del ruido esta limitada por el filtro de paso bajo definido en la Recomendacion 567,
anexo Il a la parte C. La limitacién en frecuencias mas bajas se efectuara mediante un filtro de paso
alto a 200 kHz con una pendiente de 20 dB por década (véase la nota).

Para suprimir cualquier ruido periédico en la frecuencia de la subportadora, se puede utilizar un filtro
de ranura (véase la nota).

Para sefiales de sistemas de 625 lineas, la respuesta amplitud/frecuencia del filtro debiera ser la
indicada en la fig. 8; se ha propuesto una posible realizacion del filtro en forma de red de impedancia
constante [CCIR, 1978-82a].
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Nota. — El limite superior se selecciona de forma que se elimine el ruido que se produce fuera de la

banda deseada de la sefial de video. El filtro de paso alto y el filtro de ranura se utilizan para reducir
al minimo los efectos del ruido periddico en frecuencias bajas y en la frecuencia de la subportadora,

respectivamente. El filtro de paso alto a 200 kHz se ha especificado ademdas para que reduzca al
minimo los errores de medicion causados por la distorsiéon de las sefiales residuales durante el
periodo de medicién.

Se sefiala a la atencion que el filtro de paso alto y el filtro de ranura modifican la composicion
espectral del ruido aleatorio y, por consiguiente, modifican su valor eficaz o cuasi cresta a cresta. En
el cuadro | se indican los factores de conversion en dB establecidos para un ruido cuyo espectro se
ha limitado idealmente a 5 MHz [CCIR, 1978-82b].

2.15.2 Relacion sefial/ruido aleatorio ponderado

Se define como en el punto 2.15.1, pero incluyendo en el dispositivo de medicion la red de
ponderacion unificada que se describe en la Recomendacion 567 del CCIR.

2.15.3 Relacién sefal/ruido de cuasi cresta a cresta

La relacién sefal/ruido de cuasi cresta a cresta es la relacion entre la amplitud de la barra de
luminancia (elementd,) y el valor superado por la excursion de la tension de ruido durante un
porcentaje especifico del tiempo de analisis (véanse las notas 1y 2). Esta relacion puede medirse con
ponderacion o sin ponderacion. La comparacion entre esos parametros y los definidos en los puntos
2.15.1y 2.15.2 tiene por objeto comprobar el caracter gaussiano del ruido. La relacion se expresara
en dB.
Nota 1. — El limite superior se selecciona de forma que se elimine el ruido que se produce fuera de la banda deseada de la
sefial de video. El filtro de paso alto y el filtro de ranura se utilizan para reducir al minimo los efectos del ruido periédico
en frecuencias bajas y en la frecuencia de la subportadora, respectivamente. El filtro de paso alto a 200 kHz se ha
especificado ademas para que reduzca al minimo los errores de medicién causados por la distorsion de las sefales
residuales durante el periodo de medicion.

Se sefiala a la atencion que el filtro de paso alto y el filtro de ranura modifican la composicion
espectral del ruido aleatorio, y por consiguiente, modifican su valor eficaz o cuasi cresta a cresta. En
el cuadro | se indican los factores de conversion en dB establecidos para un ruido cuyo espectro se
ha limitado idealmente a 5 MHz [CCIR, 1978-82b].

Nota 2. — Se necesita ulterior estudio para especificar este porcentaje.
2.16 Relacion sefial/ruido periédico de crominancia

Se medira este parametro en la parte de la sefial utilizada en el punto 2.15. Se define como la relacién entre la
amplitud de la barra de luminancia (elemeBgpy la amplitud cresta a cresta de las sefiales no deseadas en una anchura
de banda total a 3 dB, de 0,2 MHz, centrada en la frecuencia apropiada de la subportadora de crominancia, como en e
punto 2.15. El resultado se expresa en decibelios.

2.17 Errores en baja frecuencia

Este parametro se define como la amplitud cresta a cresta de las fluctuaciones del nivel de supresion. Se mide
en una banda comprendida entre 10 Hz y 2 kHz y se expresa en porcentaje de la amplitud de la barra de luminancia
(elementdy). Para mas informacion, véase [CCIR, 1974-78].

2.18 Error en la amplitud del sincronismo

Diferencia entre la amplitud real de las sefiales de sincronismo y su valor normalizado (es decir, 3/7 de la
amplitud de la barra de luminancia para los sistemas de 625 lineas y 4/10 de la amplitud de la barra de luminancia para
los de 525 lineas) (véase la nota 1), expresada en porcentaje del valor normalizado. La diferencia es positiva si los
impulsos de sincronismo son superiores al valor normalizado.

Para que pueda efectuarse la medicion, incluso en presencia de sefiales de sonido en sincronismo (SIS), la
amplitud del sincronismo debe medirse en el punto medio del dltimo impulso ancho de cada tramg eulatdidn 6)
(véase la nota 2).

Nota 1. — En el punto 2.1 se ha definido la amplitud de la barra de luminancia.

Nota 2. — Para evitar el error debido a la inclinacién de la trama, puede ser preferible emplear exclusivamente para la
medicién del error en la amplitud del sincronismo un punto de referencia situado en elgulmta big. 6 para cada trama.
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219 Error en la amplitud de referencia de la crominancia

Este pardametro se refiere a la variacion de la amplitud de la subportadora de crominancia que se produce en la
region del nivel de supresién. Se define como la diferencia, expresada en porcentaje, entre la amplitud cresta a cresta de
la subportadora de crominancia en el peldafio del nivel de supresion del elBmgraa valor normalizado (es decir,

4/10 de la amplitud de la barra de luminancia) (véase la nota 1 del punto 2.18). La diferencia es positiva si la amplitud de
la subportadora de crominancia en el peldafio del nivel de supresién es superior al valor normalizado.

2.20 Caracteristica ganancia/frecuencia

2.20.1 Rizado de cresta de la sefial multirrafaga

Esta magnitud se define a partir de dos nUmemyg, que representan las diferencias maximas (de
cresta) entre las amplitudes de las rafagas de la sefial de @r(admse la nota 1) y una magnitud
de referenci#yy, expresada en porcentajeAle

En las sefiales de los sistemas de 625 lifgass la amplitud de cresta a cresta del elemepto C
(véase lafig. 7).

En las sefiales de los sistemas de 525 lifgass igual a la mitad de la amplitud de la barra de
luminancia definida en el punto 2.1 anterior (véase la nota 2).

x ey pueden determinarse mediante las expresiones siguientes:

Anm

Amax in
Ao

x =100 |— - 1 -1
Ao

y=100‘

donde AmaxyY Amin SON, respectivamente el valor maximo y minimo de la amplitud de cresta a cresta
de las rafagas correspondientes (véase la nota 3), medidas en el punto medio de su duracion.

La ondulacion de cresta de la sefial multirrafaga se define o bieix pdoien por ¥, dependiendo
del pardmetro que, en valor absoluto, sea mayor.

Nota 1. — En las sefiales de los sistemas de 625 lineas, no se toma en cuenta para la medicion la dltima rafaga (de
frecuencia 5,8 MHz).

Nota 2. — Se necesita ulterior estudio para comprobar si, como solucién alternativa, puede también entendgrse que
deriva del elemento de prueBa.

Nota 3. — En las sefiales de los sistemas de 625 lineas, no se toma en cuenta para la medicion la dltima rafaga (de
frecuencia 5,8 MHz).
2.20.2 Error de amplitud de la rafaga a n MHzéase la nota)

Esta magnitud se define como la diferencia, expresada en magnitud y en signo, entre la amplitud
cresta a cresta de la rafaga MHz y la magnitudA, de referencia (arriba definida), expresada en
porcentaje déy.

Nota. — Conn se designa la frecuencia de la rafaga que se toma en consideracion. También en este caso se aplica la nota 1
del punto 2.20.1.
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FIGURA 2 — Linea 17 de la trama 1 para los sistemas de 525 Iineas

Nota. — La mayoria de las administraciones reservan la linea 17 para la insercién de sefiales de prueba internacionales,
En el Informe 314 figura informacién sobre la asignacion actual de las lineas reservadas para insertar sefiales especiales.
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FIGURA 3 — Linea 331 para los sistemas de 625 lineas
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FIGURA 4 — Linea 17 de la trama 2 para los sistemas de 525 lineas
Nota. — La mayoria de las administraciones reservan la linea 17 para la insercién de sefiales de prueba internacionales.

En el Informe 314 figura informacién sobre la asignacidn actual de las lineas reservadas para insertar sefiales especiales.
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FIGURA 6 — Puntos de medicion para el error en la amplitud del sincronismo
durante el periodo del impulso de igualacion

do6-sc

Recomendacion J.64  (05/86)



0,86

0,65

0,44

0,30

C, ) C,

%
- — - 80
- 05MHzH10MHzH 20 MHzq 4,0 MHz}H 4,8 MHz[458 MH: — 50
- {7_‘ 20
|
L _1 -0
I
4
i L e
L 1 1 I 1 1 il A R U | IR 1 1 1 1 1 1 . . | | | | L i 1 l | I i |
0 6 8 10 12 15 18 21 24 27 30 3t 32 x3ﬁ2
FIGURA 7 - Linea 18 para los sistemas de 625 lineas o
7-sC

N //

dB
-
——

40 42 44 46 48 50
MH:z

FIGURA 8 — Respuesta del filtro de ranura en la frecuencia
de la subportadora para los sistemas de 625 lineas

Anchura de banda entre puntos a 3 dB: 600 kHz
Atenuacion a 4,43 MHz 226 dB
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CUADRO | —Valores tedricos de los factores de conversiéon en dB
(valores redondeados al décimo de dB)

Filtro de paso alto de
200 kHz, 20 dB/década

Filtro de ranura para la
subportadora; anchura
de banda a 3 dB= 600 kHz

. sin ponderacion 0,3 0,7
Ruido blanco iy

con ponderacion 1,3 0,2

. . sin ponderacion 0,0 1,8
Ruido triangular B

con ponderacion 0,0 1,3

. . sin ponderacién 0,0 1,6
Ruido triangular desacentuado L,

con ponderacion 0,0 0,9
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